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	Oktatási cél:  A szilárd anyagok szerkezete és fizikai-kémiai tulajdonságaik közötti kapcsolat bemutatása korszerû rötgen-spektrometriai és röntgendiffrakciós vizsgáló eljárások elméletének és gyakorlatának megismertetése révén.



	Ismeretkörök (heti bontásban): 

1. A röntgensugárzás generálása, tulajdonságai, kölcsönhatása az anyaggal. Az elektronhéjszerkezet és a röntgenspektrum szerkezete. A folytonos sugárzás.

2. A spektroszkópiai módszerek. Történeti áttekintés. Abszorpció, diffrakció, emisszió.

3. A karakterisztikus sugárzás nomenklatúrája. Kiválasztási szabályok. A spektrométerek mûködési elve. A polikromatikus sugárzás felbontása egykristállyal. Speciális röntgencsövek és analizáló kristályok.

4. Minõségi és félkvantitatív analízis. Mátrixhatás. Fundamentális paraméterek módszere. Intenzitás-koncentráció algoritmusok.

5. Mennyiségi meghatározási módszerek.  Fõkomponens meghatározás. Nyomelemzés. A kimutathatósági határ és befolyásoló tényezõi.

6. Mintaelõkészítési technikák. Könnyû elemek és nehéz elemek  meghatározásának problémái. Folyadékok vizsgálata. Speciális alkalmazási területek: rétegvastagság meghatározása. 

7. Nagyfelbontású röntgenspektrometria. Szatellitvonalak és  a szerkezet kapcsolata. 

8. A kémiai állapot meghatározásának lehetõsége. A kémiai kötések és a vegyérték tanulmányozása, koordinációs szám meghatározása. Új röntgenanalitikai módszerek elméleti alapjai. Röntgenabszorpciós spektrometria, protongerjesztéses röntgenemisszió (PIXE), totálreflexiós röntgenfluoreszcencia. 

9. Laue, Bragg egyenlet. Diffrakció és reciprok rács. 

10. Egykristály felvételi technikák, szerkezetmeghatározás

11. Porfelvételi eljárások, minõségi  fázisanalizis. 

12. Porfelvételi eljárások, a mennyiségi analízis lehetõségei és korlátai.

13. Mikromennyiségû minták vizsgálata. Rövid és hosszútávú rendezettség, szuperszerkezet, ötvözetek. 

14. Szemcseméret és strain hatás, vonalprofilanalízis. Rétegszerkezetek, interkaláció, pillérezett szerkezetek. 

15. Nemkristályos szilárd anyagok, radiális elektronsûrûség eloszlás, koordináció. Üvegek, gyanták, polimerek. 



	Felhasznált tankönyvek:  

Kristálytani laboratóriumi gyakorlatok (egyetemi jegyzet)

Klug, Alexander: X-ray diffraction procedures

Cullity: Elements of X-ray diffraction

Jenkins: An introduction to X-ray spectrometry



	Hallgató egyéni feladat típusai:



	Vizsgakérdések, vizsgakövetelmények:

· A röntgensugárzás generálása, tulajdonságai, kölcsönhatása az anyaggal. Az elektronhéjszerkezet és a röntgenspektrum szerkezete. A folytonos sugárzás.


· A spektroszkópiai módszerek. Történeti áttekintés. Abszorpció, diffrakció, emisszió.

· A karakterisztikus sugárzás nomenklatúrája. Kiválasztási szabályok. A spektrométerek mûködési elve. A polikromatikus sugárzás felbontása egykristállyal. Speciális röntgencsövek és analizáló kristályok.

· Minõségi és félkvantitatív analízis. Mátrixhatás. Fundamentális paraméterek módszere. Intenzitás-koncentráció algoritmusok.

· Mennyiségi meghatározási módszerek.  Fõkomponens meghatározás. Nyomelemzés. A kimutathatósági határ és befolyásoló tényezõi.

· Mintaelõkészítési technikák. Könnyû elemek és nehéz elemek  meghatározásának problémái. Folyadékok vizsgálata. Speciális alkalmazási területek: rétegvastagság meghatározása. 

· Nagyfelbontású röntgenspektrometria. Szatellitvonalak és  a szerkezet kapcsolata. 

· A kémiai állapot meghatározásának lehetõsége. A kémiai kötések és a vegyérték tanulmányozása, koordinációs szám meghatározása. Új röntgenanalitikai módszerek elméleti alapjai. Röntgenabszorpciós spektrometria, protongerjesztéses röntgenemisszió (PIXE), totálreflexiós röntgenfluoreszcencia. 

· Laue, Bragg egyenlet. Diffrakció és reciprok rács. 

· Egykristály felvételi technikák, szerkezetmeghatározás

· Porfelvételi eljárások, minõségi  fázisanalizis. 

· Porfelvételi eljárások, a mennyiségi analízis lehetõségei és korlátai.

· Mikromennyiségû minták vizsgálata. Rövid és hosszútávú rendezettség, szuperszerkezet, ötvözetek. 

· Szemcseméret és strain hatás, vonalprofilanalízis. Rétegszerkezetek, interkaláció, pillérezett szerkezetek. 

· Nemkristályos szilárd anyagok, radiális elektronsûrûség eloszlás, koordináció. Üvegek, gyanták, polimerek. 
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